Zuverldssigkeit und Entwurf

Die Fachtagung ,Zuverlassigkeit und Entwurf*
(ZUE) wird 2010 in Wildbad Kreuth mit Unter-
stlitzung der Kooperationsgemeinschaft Rech-
nergestiitzter Schaltungs- und Systementwurf
(RSS) der GI/GMM/ITG durchgefiihrt.

Mikroelektronik wird vermehrt in eingebetteten,
autonomen und so genannten ,Cyber Physical”
Systemen eingesetzt, die unmittelbar mit
Mensch und Umwelt kommunizieren. |hr Be-
trieb ohne direkten menschlichen Eingriff stellt
besonders hohe Anforderungen an die Zuver-
lassigkeit der Informationsverarbeitung in
Hard- und Software im gesamten Lebenszyk-
lus.

Zugleich hat die Sicherstellung der Zuverlas-
sigkeit zentrale wirtschaftliche Aspekte, die von
der Qualitatssicherung bis zur Produkthaftung
reichen. Dem steht gegenuber, dass bei weiter
sinkenden StrukturgrofRen in der Mikroelektro-
nik die gefertigten elementaren Komponenten
wie Transistoren und Leitungen Uber einen
sehr groflen Parameterbereich variieren.

Es besteht dringender Bedarf an innovativen
Verfahren, um die Ausbeute, Zuverlassigkeit
und Diagnosefahigkeit von mikro- und nano-
elektronischen Systemen durch Fehlertoleranz,
integrierte Reparaturmechanismen und Diag-
nosehilfsmittel zu gewahrleisten und ihre Quali-
tat durch entsprechende Entwurfs-, Verifikati-
ons- und Testverfahren Uber alle Systemebe-
nen sicher zu stellen. Diese Verfahren missen
sowohl Fertigungsfehler und Parameter-
schwankungen als auch Stérungen wahrend
des Betriebs kompensieren kénnen.

Zu diesen Themen und verwandten Bereichen
laden wir ein, wissenschaftliche Beitrdge aus
Theorie und industrieller Praxis einzureichen.
Die Einsendungen werden einer umfassenden
Begutachtung unterzogen und die angenom-
menen Artikel in einem Tagungsband veréf-
fentlicht.

Sebastian Sattler
Universitat Erlangen-Nlrnberg
Tagungsleiter

Hans-Joachim Wunderlich

Universitat Stuttgart
Vorsitzender des Programmkomitees

Termine

01.04.2010
Einreichung der Beitrage

15.06.2010
Benachrichtigung der Autoren

Tagungsort

Bildungszentrum Wildbad Kreuth
Hans-Seidel-Stiftung

83708 Kreuth

Tel.: 08029-17-0

Themenbereiche

Entwurfsmethodik
¢ Robuster Entwurf
¢ Synthesis for Reliability and Yield
Eingebettete Systeme
e Systemzuverldssigkeit beim Hard-
ware/Software Co-Entwurf
o Verfligharkeitsgarantien bei Degradation
Analoge Schaltungen
¢ Robuster Entwurf
¢ Modellierung von Ausfalleffekten
Verifikation digitaler Systeme
o Korrektheit
¢ Nachweis von Fehlertoleranz und Zuver-
|assigkeitseigenschaften
Beschreibungssprachen und Modellierung
¢ Multi-Domain-Systeme
¢ Modellierung von Fehlertoleranz und
Zuverldssigkeit
Layoutentwurf
¢ Methoden fur den 3D-Layoutentwurf
o Fertigungsgerechter und fertigungsnaher
Entwurf (DfM, DfY)
Testmethoden und Diagnose
e Defekt- und Fehleranalyse
e Test, Diagnose und Fehlertoleranz

Es sind Vortrage von ca. 20 Minuten Dauer mit
anschlieBender Diskussion sowie Poster vor-
gesehen. Die angenommenen Beitrage werden
in einem zitierfahigen Tagungsband mit CD-
ROM zusammengefasst.

Die Fachtagung findet in deutscher Sprache
statt, es sind jedoch englischsprachige Beitra-
ge und Vortrage willkommen. Die Beitrdge
sollten bis zu 8 Seiten umfassen. Es wird eine
Méglichkeit zur elektronischen Einreichung
geschaffen.

Nahere Informationen unter:
www.ZuE2010.de
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